Die Situation

Die heutige Wirtschaft zwingt die Unternehmen,
sich durch immer kirzere Produktlebenszyklen
standig an neue Marktsituationen anzupassen
und diese friihzeitig zu erkennen.

Unter dem Aspekt der Zunahme, Spezialisierung
und Internationalisierung der Forschung und
Entwicklung und dem damit verbundenen
Anwachsen an  wissenschatftlich-technischen
Veroffentlichungen stellt sich die Frage nach der
Ermittlung von Kerninformationen aus der
gebotenen Informationsflut.

Patentdaten - erganzt durch Fachliteratur- und

Wirtschaftsdaten - gestatten durch die
Fruhzeitigkeit und Vollstandigkeit der
Dokumentation fundierte Aussagen zu

Technologiefeldern und das ca. 5 Jahre bevor sie
sichin der Wirtschaft abzeichnen.

Patente stellen eine unersetzliche Informations-
quelle dar, da 80-90% aller Erfindungen
ausschlieBlich in  Patentveroffentlichungen
dokumentiert werden. Beim Deutschen Patent-
und Markenamt werden jahrlich ca. 60.000
Patente angemeldet.
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lhre Frage ...

Unsere Antwort ...

Der Ablauf

Welche Technologien oder Produkte entstehen auf
(m)einem Fachgebiet und in welche Richtungen sollte ich
demnach entwickeln?

Ist (m)eine Idee weltweit neu und damit patentierbar?
Sind meine Entwicklungskosten gerechtfertigt?
Ist gegen ein erteiltes Patent Einspruchsmaterial zu finden?

Verletzen der Handel und Verkauf meines Produktes
bereits bestehende Schutzrechte?

Woran arbeiten meine Mitbewerber, auf welchen Markten
sind sie prasent?

Auf welchen Markten ist ein mir bekanntes Schutzrecht

in Kraft?

Gibt es fur ein fremdsprachiges Schutzrecht eine englisch-
oder deutschsprachige Auslandsanmeldung?

Welche Entwicklungstrends zeichnen sich auf meinem
Technologiefeld, meinen Herkunfts- und Absatzmarkten
und bei meinen Mitbewerbern ab?

Wer ist Anmelder von Patenten, in denen meine Schutzrechte
bei Anmeldung oder im Prifungsverfahren zitiert werden und
kénnte darum Mitbewerber oder Lizenznehmer sein? Welches
sind wesentliche Patente auf meinem Technologiefeld?

Wie kann ich mich kontinuierlich tber einen langeren
Zeitraum Uber neue Veroffentlichungen, Zitierungen oder
Anderungen des Rechtsstandes informieren?
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Recherche zum Stand der Technik
in kompakter oder erweiterter Form
(siehe Flyer “Kompaktrecherche”)

Neuheitsrecherche /Einspruchsrecherche
ggf. in Kombination mit erganzender
Literatur- oder Geschmacksmusterrecherche

Verletzungsrecherche
(Freedomto operate)

Rechtsstandsrecherche
Patentfamilienrecherche

Patentstatistische Analysen
(siehe Flyer ,Patentometrische Trendanalysen®)

Uberwachungsrecherche (SDI, Alert)
(siehe Flyer ,Uberwachungsrecherchen®)

Bewertungskategorie
nach manueller
Sichtung

Verlinkung
esp@cenet
pdf-Volltext
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Ihre Frage- und Zielstellung

- Definition des Themas und der Rechercheart
- Absprache von Recherchestrategie, Sichtungsziel und
Lieferformaten

kostenfreies schriftliches Angebot auf Basis von
Testrecherchen

Auftragserteilung

- Recherche in geeigneten kommerziellen Datenbanken

- Grobsichtung und ggf. Anpassung der Recherche-
strategie

- Ausgeben der bibliografischen Daten ermittelter
Patentfamilien

- Manuelle Sichtung und Einordnung in Kategorien

Erstellung des Rechercheberichtes
im vereinbarten Lieferformat:

Excel-Tabelle

pdf-Datei

Import-Datei fiir lhre
Inhouse-Datenbank






